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Tabele wynikéw badan

Ty =10 000 [jucz]; At;=400 [jucz]; 25
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Tabela 5.1.

Obiekty o strukturze S1
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Tabela 5.2.

Obiekty o strukturze S2
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Tabela 5.3.

Obiekty o strukturze S3

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Tabela 5.4.

Obiekty o strukturze S4
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Oznaczenia: i - numer przedziatu; ty - czas do $rodka przedzialu i; Am;— liczba uszk. w przedz. i; m; — liczba uszk. do $rodka przedz. i; R'(i) — prawdopodobiefistwo zdatnosci
(nieuszkadzalno$¢) w przedziale i; Tu’ - $redni czas do uszkodzenia obiektu; A, — intensywno$é uszkodzen elementu obiektu
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